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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省半导体行业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：杭州芯翼科技有限公司。

本文件参与起草单位：浙江驰拓科技有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州米芯微电子有

限公司、浙江英能电子科技有限公司。

本文件主要起草人：蒋宏业、郑尊标、欧阳震、方伟、胡荣星、程飞、黄聪。

本文件由浙江省半导体行业协会负责解释。
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基于 CSV 格式的测试数据文件规范

1 范围

本文件规定了基于CSV格式的测试数据文件的名称，统一了半导体行业常用的PCM、CP和FT测试结果

的数据格式，使后续的数据分析变得更为科学便捷，同时，也为半导体测试的数据分析、存档、应用以

及商业化交互提供了一种通用标准。

本文件适用于半导体行业内所有涉及测试数据存储和交换的环节，包括但不限于芯片设计、生产制

造、测试验证、设备供应等各个环节。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

rfc4180 有关CSV格式的定义

STDF V4 specification 有关测试数据字段的定义

3 术语和定义

rfc4180、STDF V4 specification界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

PCM 测试 Process Control Monitoring

PCM 测试，也叫 WAT（Wafer Acceptance Test）测试，是对晶圆划片槽测试键的测试，通过电性参

数来监控各步工艺是否正常和稳定。

3.2

CP测试 Chip Probing

CP测试也叫“Die Sort”，是对整片晶圆的每个Die的基本参数进行测试，把坏的Die挑出来，用墨

点标记或用Map文件记录，减少封装和测试的成本。

3.3

FT 测试 Final Test

FT 测试是对封装好的芯片进行应用方面的测试，把坏的芯片挑出来，用于检查封装厂的工艺水平。

3.4

CSV格式 Comma-Separated Values

CSV格式的文件以纯文本形式存储表格数据（数字和文本）。它由任意数目的记录组成，记录间以

换行符分隔；每条记录由字段组成，字段间以逗号分隔。

4 文件命名规范

测试数据文件的命名规则如下：

<测试类型>_<产品名>_<LOTID><_SUBLOTID><_WAFERID><_CODE>_<TIMESTAMP>.tdas.csv

其中，

测试类型包含：CP、FT、PCM；

产品名为产品的名称或者其英文缩写，可包含大小写英文字母、数字、横杠；

LOTID为晶圆的批次编号；

SUBLOTID为子批次编号，建议采用字母和数字的组合，不包含“.”,“-”,“_”等特殊符号。仅

当测试类型为FT且子批次编号不为空时包含该字段，其它情况时，该字段被省略；
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WAFERID为晶圆编号，用两位数字表示，如01。仅当测试类型为CP时包含WAFERID，其它情况时，该

字段被省略；

CODE为测试流程和站点的信息。

a) 若测试类型为CP，CODE是 测试阶段，为CP<正整数>，如CP1，CP2，CP3…以此类推

b) 若测试类型为FT，CODE是 <测试阶段>-<站点>，其中测试阶段为FT<正整数>，站点为<P|RT><

正整数>。站点中的P表示首测站点，RT表示复测站点，RT后面的数字表示第几轮复测，范围从1～9。FT

的CODE示例FT1-P1，FT1-RT1，FT1-RT2。

c)若测试类型为PCM，CODE字段被省略。

TIMESTAMP为时间戳，采用连续数字字符表示年月日时分秒。

示例：

产品abc的CP数据文件名CP_abc_FA12345_01_CP1_202201021504.tdas.csv；

产品bcd的FT数据文件名FT_bcd_MX23456_FT1-P1_202201031122.tdas.csv；

产品def的PCM数据文件名PCM_def_N34567_202201010203.tdas.csv。

5 测试数据规范

测试数据文件内容由三部分组成，分别为标题，测试项信息，测试数据。采用Excel工具打开文件，

可自动转换为表格方式，如下图所示：

图 1

5.1 标题

第一部分为标题行，也是文本的第一条记录。该记录中的每个字段表示下文每一列的标题。主要包

含以下字段：

图 2

filename：测试机生成的原始文件名。包含两种情况：

a) 测试机生成的原始文件符合本文规定的csv格式，则此处的文件名就是测试机生成的原始文件名；

b) 测试机生成的原始文件不符合本文规定的csv格式，然后采用人工或者转换工具转成了本文规定

的csv格式，则此处的文件名仍是测试机生成的原始文件名，并非格式转换后的文件名。

tdas_ver：测试数据文件所采用的格式版本，目前采用v1.2，必填。

test_program：测试程序名称

revision：测试程序版本号

lot_id：晶圆批次，必填

sublot_id：子批次

wafer_id：晶圆编号，正整数。对于测试类型CP和PCM，必填。对于FT，该列可被省略。

start_time：测试开始时间，ISO 8601日期时间格式，如2022-05-01T13:47:15+0800，必填

finish_time：测试结束时间，ISO 8601日期时间格式

type：测试类型，包含CP、FT、PCM，必填

test_phase：测试阶段，CP测试阶段包含CP1～CP9，FT测试阶段包含FT1～FT9

retest_code：复测轮次，建议取值0～9，0表示首测，1～9表示第几轮复测

测试项

标题

信息

测试
数据
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mode_code：测试模式，P表示量产，D表示调试，Q表示质检

flow_id：测试流程编号，retest_code为空时，可使用该字段表示复测，如RT1，RT2等。

setup_id：测试设置的唯一标识符。测试设置是指在测试过程中使用的硬件和软件配置，包括测试

设备、测试程序、测试参数等。每个测试设置都可以分配一个唯一的标识符

part_type：产品型号或产品编号

facility_id：测试厂或测试实验室编号

fab_process：流片工艺编码

tester_type：测试机型号

test_station：测试机编号

probe_card：探针卡，通常用于CP测试。对于FT，该列可被省略。

load_board：测试板卡，通常用于FT测试。对于CP和PCM，该列可被省略。

handler_type：探针台或分选机型号

handler：探针台或分选机编号

dib_board：接口板编号。连接被测试芯片和测试设备之间的接口板。

contactor：分选机连接器。通常是一种具有弹性接触针或弹簧接触针的组件。它们使用弹性力来

确保良好的电气接触，并在测试过程中稳定地传递信号和电源。通常具有可调节的设计，以适应不同芯

片的要求。

temperature：测试温度

operator：测试人员

wafer_flat：晶圆缺口，取值Up、Down、Left、Right或其缩写U、D、L、R，分别表示晶圆缺口方

向上、下、左、右。若测试类型为FT，该列可被省略。

pos_x：X坐标自增方向，取值Left、Right或其缩写L、R，分别表示左、右。若测试类型为FT，该

列可被省略。

pos_y：Y坐标自增方向，取值Up、Down或其缩写U、D，分别表示上、下。若测试类型为FT，该列可

被省略。

user_text：用户自定义内容

part_id：芯片编号

head_num：测试头编号。一台测试设备可以具有单个测试头，也可以具有多个测试头。多个测试头

的配置可以提高测试的并行度和效率。

site_num：site编号，非负整数

hbin：Hardware Bin编号，正整数

hbin_name：Hardware Bin名称

sbin：Software Bin编号，正整数

sbin_name：Software Bin名称

pass_fail：芯片测试结果，采用Pass、1、P表示“测试通过”，Fail、0、F表示“测试失败”

x：芯片的X坐标，整数。结合Y坐标，可定位芯片在晶圆上的位置

y：芯片的Y坐标，整数。结合X坐标，可定位芯片在晶圆上的位置

duration：测试一颗芯片所花的时间，浮点数

test_item_<正整数>：测试项的列名，test_item_1表示第一个测试项，test_item_2表示第二个测

试项，以此类推。

5.2 测试项信息

第二部分为测试项信息，从第二条记录开始，包含11条记录。其中每条记录的第一个字段与文件名

复用，指明了该记录的功能。主要包含以下内容：
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图 3

test_num：测试项编号，正整数。留空，则采用列名中的数字作为测试项编号，如test_item_10

列，则编号为10。

test_txt：测试项名称，必填。

test_name：测试项简称。

item_type：测试项类型，P表示参数项，F表示功能项。留空，默认为参数项。

param_flag：参数项标志。留空，默认为测试结果等于下限或上限时，测试结果为Pass。

a) bit0：0表示测试值等于下限时，测试结果为Fail；1表示测试值等于下限时，测试结果为Pass。

b) bit1：0表示测试值等于上限时，测试结果为Fail；1表示测试值等于上限时，测试结果为Pass。

其它位保留。

lo_limit：测试数据下限，浮点数。

hi_limit：测试数据上限，浮点数。

lo_spec：规格下限，浮点数。

hi_spec：规格上限，浮点数。

unit：数据单位。

duration：每个测试项的测试总时间，浮点数。

每条记录从tdas_ver列到duration列，除了duration记录duration列表示测试时间的单位，其余皆

为空。

每条记录从test_item_1列开始，描述每个测试项的一条信息。如test_num记录，从test_item_1

列开始，每个字段依次描述各个测试项的编号。

5.3 测试数据

每条记录为一颗芯片的数据：包含基本信息和原始测试数据，以test_item_1列为界。记录的每个

字段的含义由第一部分的列名指定。

参数项的测试结果以浮点数记录；功能项的测试结果以0,1记录：0为Fail，1为Pass。

基本信息 原始测试数据

图 4
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